
Kontakt:
Anwenderzentrum Material- und Umweltforschung (AMU)
Bereich Auftragsanalytik & Engineering (AAE) im TZA 
Universität Augsburg
Am Technologiezentrum 5
86159 Augsburg

Ansprechpartner 
Dr. Timo Körner / M.Eng. Christian Oblinger
Mail: info.aae@amu.uni-augsburg.de
Tel.: 0821 / 598-3070

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.amu.uni-augsburg.de

Elektronenmikroskopie

Rasterelektronenmikroskopie (REM) 

Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)



Die Elektronenmikroskopie (REM, TEM) bietet vielfältige Möglichkeiten zur 
Charakterisierung von unterschiedlichsten Materialklassen, wie z.B.  
Metallen, Halbleitern, Isolatoren, Verbundmaterialien, Magneten,  
Hartstoffen und Diamanten, sowie organischen Substanzen.

Neben der optischen Visualisierung kann sowohl die Bestimmung der 
chemischen Zusammensetzung als auch die Untersuchung der atomaren 
Struktur erfolgen. Die Analyse von Schichtsystemen kann durch die Präpa-
ration geeigneter Querschnitte realisiert werden.

Zeiss Merlin 

• Vergrößerungsbereich: 12 - 2.000.000x
• Auflösung: 0,8 nm 
• Detektoren: BSE, SE, InLens, AsB, EsB
• EDX-System mit SSD-Detektor (AZtecEnergy)
• EBSD-System mit NordlysNano Detektor (AZtecHKL)
• Charge Compensator (Probenaufladungskompensation)

FEI XL-30 ESEM 

• Vergrößerungsbereich: 100 - 100.000x
• Auflösung: 2 nm 
• Detektoren: SE, BSE, GSE
• EDX-System (EDAX)
• H2O-Modus (20 mbar) für nichtleitende Proben

Jeol 2100F TEM 

• Vergrößerungsbereich: 50 - 1.500.000x
• Auflösung: 0,14 nm
• Hell- und Dunkelfeld
• Detektoren: CCD, Image-Plates, STEM
• EDX-System (EDAX)
• Elektronenenergieverlustspektroskopie EELS

Weitere Informationen und technische Details finden Sie unter: 
www.amu.uni-augsburg.de/auftragsanalytik-und-engineering/

Das Anwenderzentrum Material- und Umweltforschung (AMU) bildet 
die Schnittstelle zwischen Industrie und Forschung an der Universität 
Augsburg. Die Institute für Physik und für Materials Resource Management 
(MRM) verfügen über eine Vielzahl von Mess- und Analysemethoden zur 
Charakterisierung von Materialien und deren Oberflächen.

Im Besonderen bieten wir Ihnen unsere Expertise im Bereich der Elek-
tronenmikroskopie zur optischen Visualisierung, Strukturanalyse und dem 
Bestimmen der chemischen Zusammensetzung von Festkörpern an.

Optische Visualisierung

• BSE  Visualisierung der Oberfläche durch Massenkontrast

• SE   Visualisierung der Oberflächentopographie durch  
  Sekundärelektronen

• InLens EsB  Energieselektive Rückstreuelektronenerfassung auf  
  der optischen Achse für stärkere Materialkontraste

• InLens SE Sekundärelektronenerfassung auf der optischen Achse  
  für höhere Topographiekontraste
 
Element-Analyse 

• EDX  Energiedispersive Röntgenspektroskopie zur schnellen  
  Bestimmung  der qualitativen und quantitativen ortsauf- 
  gelösten Zusammensetzung der Oberfläche

• EELS   Elektronenenergieverlustspektroskopie zur stöchio- 
  metrischen und elektronischen Charakterisierung
 

Struktur-Analyse

• AsB  Winkelselektive Rückstreuelektronenerfassung für  
    kristallographische Kontraste

• EBSD  Elektronenrückstreubeugung zur Untersuchung von  
  Kristallstruktur  und -orientierung

• e--Beugung  Struktur- und Phasenanalyse

Elektronenmikroskopie Unser Leistungsspektrum


